
         

 

 
El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que: 

 

 
SERVICIO DE METROLOGIA INTEGRAL SpA 

 
ubicado en José Miguel Carrera N°555, Santiago 

 
ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del 
INN, como 

  

Laboratorio de calibración 
 

según NCh-ISO/IEC 17025:2017 
 
en el área Magnitud longitud, con el alcance indicado en anexo. 
 
Primera acreditación: 9 de noviembre de 2009  
 

Vigencia de la Acreditación  Desde : 9 de octubre de 2021 
  Hasta : 9 de octubre de 2026 
 
 

Santiago de Chile, 8 de octubre de 2021 

 
 
 
 

Eduardo Ceballos Osorio 
Jefe de División Acreditación 

Sergio Toro Galleguillos 
Director Ejecutivo 
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ALCANCE DE LA ACREDITACION DE SERVICIO DE METROLOGIA INTEGRAL SpA, SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION  
 

AREA : MAGNITUD LONGITUD 
 

Servicio de calibración Rango del mensurando 
Capacidad de medición y 

calibración (CMC) 
Patrón de referencia usado en la 

calibración 

Instrumento o 
sistema de medición 

Método y 
Norma/Documento 

de base 

Condición de 
la medición 

Mín 
(mayor 

que) 

Máx. 
(menor o 
igual que) 

Unidades Valor Unidades 
Nivel de 

confianza 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 
inmediata 

Pie de metro universal, 
boca única y especiales 

digital o análogo 

Comparación directa 
Procedimiento 

SMI-PT01-ILON01 
Rev.7 

Basado en DI-008 CEM 
(2013) 

(20,0± 2,0) °C  
(50,0 ± 20) %HR 

0 300 mm 
R:0,01 = 12 
R:0,02 = 23  
R:0,05 = 58 

μm 95% Juego de Bloques Patrón Starrett  
(2,5 a 25) mm 

Juego de Bloques Patrón Starrett  
(1 a 90) mm, (2,01 a 500) mm,  

(125 a 500) mm 

STARRETT      
    (2000-38-0) 

0 1000 mm μm 95% 

Micrómetro de exteriores 
e interiores de 2 
contactos con 

extensiones, micrómetro 
de profundidad,  
diqital o análoqo 

Comparación directa 
Procedimiento 

SMI-PT01-ILON02 
Rev.11 

DI-005 CEM (2010) 

(20,0± 2,0) °C  
(50,0 ± 20) %HR 

0 1000 mm 
R:0,001 = 0,7 
R: 0,01 = 5,8 

μm 95% 

Juego de Bloques Patrón Starrett 
(2,5 a 25) mm 

STARRETT      
    (2000-38-0) Juego de Bloques Patrón Starrett 

(1 a 90) mm, (2,01 a 500) mm, 
(125 a 500) mm 

indicador de carátula 
(reloj comparador) 

Comparación directa 
Procedimiento 

SMI-PT01-ILON03 
Rev. 7 

Basado en DI-010 CEM 
(2010) 

(20,0± 2,0) °C  
(50,0 ± 20) %HR 

0 25 mm R: 0,01 = 6 μm 95% 
Banco para calibración  

Milesimal Starrett 
STARRETT    

 (760.01) 

Tamices de ensayos y 
similares 

Comparación directa 
Procedimiento 

SMI-PT01-ILON04 
Rev. 5 

Basado en  
ASTM E11-20 

(20,0± 2,0) °C  
(50,0 ± 20) %HR 

0,02 4,5 mm 0,002 mm 95% 
Proyector de Perfiles 

Starrett 

LAROY LAB 
STARRETT 

(0087) 

1,5 130 mm 0,05 mm 95 % 
Pie de metro  

Starett 
SMI 

(LC 059) 
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